Załącznik nr 1

Wymagania i parametry techniczne układu do pomiaru charakterystyk prądowo - napięciowych

	L.p.
	Nazwa parametru
	Wymaganie
	Kolumna do wypełnienia przez oferenta*

	1
	2
	3
	4

	1
	typ urządzenia
	
	podać

	2
	producent
	
	podać

	3
	kraj producenta
	
	podać

	4
	rok produkcji
	2011 urządzenie fabrycznie nowe
	potwierdzić

	5
	zastosowanie
	elektryczne i elektrooptyczne pomiary ostrzowe struktur półprzewodnikowych na płytkach („on wafer”) o średnicy do 51 mm ( 2 cale) i grubości do 12 mm w szerokim  zakresie  temperatur  (4.5 K do 350 K),         (-268,65o C do + 76,85o C)
	potwierdzić

	6
	układ chłodzenia próbki
	kompresor  w obiegu zamkniętym zapewniający bazową temperaturę   4.5 K 
	potwierdzić

	7
	regulacja temperatury
	A0  a) regulator temperatury w zakresie od 4 K do 360 K  K    b) miernik temperatury w zakresie od 4 K do 360 K    c)    c) zasilacz elementu grzejnego stolika  
	potwierdzić

	8
	stabilność temperatury
	a) w zakresie temperatur <10 K - 50 mK

b) w zakresie temperatur od 11 K do 250 K -10 mK

c) w zakresie temperatur od 251 K do 350 K - 20 mK
	potwierdzić

	9
	mocowanie próbki
	płaszczyzna stolika kontaktująca się  z próbką odizolowaną od masy urządzenia
	potwierdzić

	10
	izolacja termiczna, elektromagnetyczna, świetlna 
	a) osłona termiczna z oknem absorbującym podczerwień powyżej próbki

b) komora próżniowa z sześcioma flanszami na mikromanipulatory,  flanszami dla pompy, sondy pomiarowej i gazu oraz oknem do oglądania próbki

c) układ pompowy z filtrem zapewniający ciśnienie P ≥ 10-3  Tr
	potwierdzić

	11
	układ manipulatorów i sond ostrzowych
	a) 6 sztuk precyzyjnych mikromanipulatorów

b) 6 sztuk uchwytów ostrzy

c) 6 ultraminiaturowych kabli koncentrycznych

d) wymienne ostrza wolframowe o promieniu 3 μm, 10 μm, 25 μm

e) wymienne ostrza ze stopu pallad – srebro (Paliney 7) o promieniu  3 μm, 10 μm, 25 μm

f) wymienne ostrza ze stopu beryl – miedź             o promieniu 3 μm, 10 μm, 25 μm
	potwierdzić

	12
	zakresy przesuwu mikromanipulatorów 
	a)   oś X -  51 mm

b)   oś Y – 25 mm

c)   oś Z – 18 mm
	potwierdzić

	13
	układ obserwacji próbki
	a)   okna optyczne, w osłonie termicznej oraz 

      w komorze próżniowej

b)   mikroskop z obiektywem zmiennoogniskowym

      7:1 o rozdzielczości co najmniej  4 μm

c)   ruchomy wspornik mikroskopu

d) oświetlenie współosiowe

e) kolorowa kamera CCD

f) monitor 17 calowy
	potwierdzić

	14
	zabezpieczenie przed wstrząsami
	stalowy stół dostosowany do wymiarów układu z wbudowanym systemem antywibracyjnym
	potwierdzić

	15
	termin realizacji przedmiotu zamówienia
	maksymalnie do 22  tygodni od daty podpisania umowy
	podać

	16
	instalacja i uruchomienie urządzenia u zamawiającego
	zapewnione
	potwierdzić

	17
	szkolenie aplikacyjne w języku polskim lub angielskim dla trzech osób u zamawiającego
	zapewnione
	potwierdzić

	18
	dokumentacja użytkowa i techniczna w języku polskim lub angielskim
	zapewnione
	potwierdzić

	19 
	okres gwarancji
	minimalnie 12 miesięcy od daty podpisania odbioru
	       podać

	20
	serwis pogwarancyjny
	zapewniony w okresie minimum  10 lat od daty instalacji
	potwierdzić

	21
	wymagania instalacyjne
	załączyć warunki instalacji urządzenia
	podać


* Nieprecyzyjne i niedokładne wypełnienie kolumny Nr 4 tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty
1
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